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摘要(译)

本发明涉及一种液晶显示器亮点或暗点检测方法及其装置。检测方法包
括：向彩膜公共电极加载第一检测电压，在彩膜公共电极与像素电极之
间形成第一电压差；发现亮点或暗点后，采集亮点或暗点的第一亮度
值；将加载在彩膜公共电极上的第一检测电压切换成第二检测电压，在
彩膜公共电极与像素电极之间形成第二电压差；采集亮点或暗点的第二
亮度值；判断第一亮度值与第二亮度值之间的差距，当|第一亮度值-第二
亮度值|≤A时，确定亮点或暗点为盒内不良；当|第一亮度值-第二亮度值
|≥B时，确定亮点或暗点为阵列基板不良。本发明可明确区分出盒内不良
或阵列基板不良，为不良分析和维修提供有利的依据，从而有效避免了
产品废弃，降低了损失。
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